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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets
et les circuits intégrés

AVANT-PROPOS

1)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2)| Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3)| Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEl exprime le voeu-que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs rdgles nationales le texte de la recommandation de.la CEl, dans la megure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étrelindiquée en termes clairs (dans. cette
derniére.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs a
s@miconducteurs.

CItte deuxiéme édition de la Publication'747-10 de la CEIl remplace la premiéfe édition
parue en 1984.

Cette publication est une spécification générique pour les dispositifs & semiconducteurs:
dispositifs discrets et circuits intégrés (a 'exclusion des circuits hybrides),| dans le
dgmaine du Systéme CE}d'assurance de la qualité des composants électronique$ (IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote Procédure des Deux Mois Rapports de¢ vote
~47(BC)816 47(BC)818 47(BC)826 47(BC)867
47A(BC)108 47A(BC)111 47A(BC)112 47A(BC) 1|19

47(BC)893 47(BC)928
47A(BC)128 47A(BC)139

47{BC)y89% 37(BCY929
47A(BCY129 47A(BC)140

47(BC)961 47(BC)996
47A(BC)145 47A(BC)158
47(BC)1048
4TA(BC)172 47A(BC)198
47(BC)1092 47(BC)1131
47(BC)1116 47(BC)1188
ATA(BC)205 47A(BC)235
47(BC)1117 47(BC)1190
47A(BC)206 47A(BC)237

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).


https://iecnorm.com/api/?name=c61b5d68331338e0cdf7fe6102ab75d5

747-10© IEC -9~

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 10: Generic specification for discrete devices
and integrated circuits

FOREWORD

which|all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nea

1) The f]rma| decisions or agreements of the I[EC on technical matters, prepared by Technical Commltteet on
v

possi

2) They
Comn

permi
far as

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semicondus

le, an internationai consensus of opinion on the subjects dealt with.

have the form of recommendations for international use and they are accepted,by)the Nati
ittees in that sense.

. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should
possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

as

onal

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far;as’/national conditiong

will
, as

ctor

devices
This sepond edition of IEC Publication 747-10 supersedes the first edition publisheq in
1984.
This publication is a generic specification for semiconductor devices: discrete devices and
integrated circuits (excluding hybrid-circuits), in the field of the IEC Quality Assessment
System(for Electronic Components (IECQ).
The text of this standard istbased upon the following documents:
Six months’ Rule Reports on Voting Two Months’ Procedure Reports on Voting
47(CO)816 47(CO)818 47(CO)826 47(C0)867
47A(CO)108 47A(CO)111 47A(CO)112 47A(CO)119
47(cl0)893 47(C0)928
47A(CO)128 47A(CO)139
L47too)ee4 47{60)929
47A(CO)129 47A(CO)140
47(CO)961 47(C0)996
47A(CO)145 47A(CO)158
47(C0)1048
ATACO)172 47A(CO)198
47(CO)1092 47(CO)1131
47(CO)1116 47(CO)1188
47A(C0)205 47A(CO)235
47(CO)1117 47(CO)1190
47A(CO)206 47A(C0)237

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Reports

indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number

in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets
et les circuits intégrés

1 Domaine d’application

La -brésente n—§3 D3
composants électroniques (IECQ).

Cette publication est une spécification générique pour les dispositifs & semiconducteurs:
dispositifs discrets et circuits intégrés, y compris les circuits intégrés polylithiques, mais a
I'exclusion des circuits hybrides.

Elle définit les méthodes de contréle de la qualité & utiliser dans’le Systeme IECQ en pré-
sentant des régles générales applicables:

aux méthodes dé mesure des caractéristiques électriques;
aux essais climatiques et mécaniques;

aux essais d’endurance.

NOTE - La présente publication doit 8tre complétée, quand elles existent, par les spécificatipns inter-
E-védiaires. les spécifications de famille et les spécifications particulidres cadres approuvées, cpncernant
ifférents modales particuliers.

2 |Généralités

2.1 Ordre de priorité

Lorsque des divergences se produisent, I'ordre de priorité des documents doit| étre le
suiyant:

la spécification particuliere;

la spécification particuliére cadre;

la spécification de famille, si elle existe;

DN e N

la-spécification intermédiaire;

6) la spécification de base;
7) les régles de procédure du Systéme IECQ;
8) tout document international (comme ceux de la CEl), cité en référence;

9) un document national.

La méme priorité s’applique aux documents nationaux équivalents.

2.2 Documents applicables

La spécification particuliére doit indiquer quels sont les documents applicables.
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 10: Generic specification for discrete devices
and integrated circuits

nents (IECQ).

This publication is a generic specification for semiconductor devices: discrete devices and
integrated circuits, including multichip integrated circuits, but excluding hybrid circuits.

It definds general procedures for quality assessment to be used in the IECQ System and
gives general rules for:
- measurement methods of electrical characteristics;
- climatic and mechanical tests;

- epdurance tests.

NOTE| - This publication must be supplemented by the approved sectional, family and blank detail specifi-
cationL. where they exist, appropriate to the specific individual type or types.

2 General

2.1 rder of precedence

6) the basic specification;
7) the IECQ Rules of Procedure;
8) any other international (e.g. IEC) document to which reference is made;

9) a national document.

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2.2 Related documents

The detail specification shall indicate the applicable documents.
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Deuxiéme partie: Circuits intégrés digitaux.

Troisiéme partie: Circuits intégrés analogiques.

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les
circuits intégrés a semiconducteurs a I'exclusion des
circuits hybrides.

Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et

Publication QC 001002 (1986):

Publications de I'ISO:

Norme ISO 1000 (1981):

Norme ISO 8601 (1988):

Norme 1SO 2859 (1989):

climatiques.

Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de
la qualité des composants électroniques (IECQ).

Unités Si et recommandations pour 'emploi de leurs
multiples et de certaines autres unités.

Eléments de données et formats d’échange -
Echange d’information - Représentation de la date et
de I'heure.

Regles et tables d’échantillonnage pour les contrdles
par attributs.
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IEC publications:

Publication 27:
Publication 50:
Publication 68:

Publication 68-1 (1988):
Publication 68-2:
Publication 191:

-13 -

Letter symbols to be used in electrical technology.
International electrotechnical vocabulary (IEV).
Basic environmental testing.

Part 1: General and guidance.
Part 2: Tests
Mechanical standardization of semiconductor

Publication 191-1 (1966)
and supplements:

Publication 191-2 (1966)
and supplements:

Publication 191-3 (1974)
and supplements:

Publication 410 (1973):

Publizﬁtion 617:
Publication 747:

Publication 747-1 (1983):

Publication 747-5 (1984):
Publication 747-11 (1985):

Publication 748:

Publication 748-1 (1984):
Publication 748-2 (1985):
Publication 748-3 (1986):

Publication 748-11-(1990):

Publication 749:

- integrated-circuits excluding hybrid circuits.

devices:
Part 1: Preparation of drawings of semiconductor
devices.

Part 2: Dimensions.

Part 3: General rules for the preparation of outline
drawings of integrated circuits.

Sampling plans and procedures for inspection by
attributes.

Graphical symbols for.diagrams.

Semiconductor devices. Discrete devices and
integrated circuits.

Part 1: General.
Part 5: Optoelectronic devices.
Part-11: Sectional specification for discrete devices.

Semiconductor devices. Integrated circuits.

Part 1: General.

Part 2: Digital integrated circuits.

Part 3: Analogue integrated circuits.

Part 11: Sectional specification for semiconductor

Semiconductor devices. Mechanical and climatic test

Publication QC 001002 (1986):

ISO Publications:

ISO Standard 1000 (1981):

ISO Standard 8601 (1988):

1ISO Standard 2859 (1989):

methods.

Rules of procedure of the IEC quality assessment
system for electronic components (IECQ).

Sl units and recommendations for the use of their
multiples and of certain other units.

Data elements and interchange formats- Information
interchange - Representation of dates and times.

Sampling procedures for inspection by attributes.
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2.3 Unités, symboles et terminologie

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent,
dans la mesure du possible, étre ceux définis dans les publications suivantes:

- Norme ISO 1000;

- Publication 27 de la CEl;

- Publication 50 de la CEl;

- Publication 617 de la CEI.

atires-unités-ots 3-et-toute-autre-terminotogie-particutidére A tun-desdispositifs
miconducteurs visés par la présente spécification générique doivent étre ceux|des do-
cuments applicables de la CEl ou de I'ISO (voir paragraphe 2.2) ou-'étre| établis

confformément aux principes contenus dans ces derniers.

Valeurs préférentielles pour les tensions, les courants et les températures

Leg valeurs préférentielles des tensions, des courants et dés-températures pour les
mepures des caractéristiques, pour les essais et pour les conditions de fonctionhement,
sont données dans les Publications 747-1 et 748-1 de la CEL,

2.5 Marquage
) Sur le dispositif

Quand la place le permet, les indications. suivantes doivent étre marquées|sur les
dispositifs:

1) Marque d’identification des bornes (voir paragraphe 2.5.1).

2) Désignation du type (voir’ paragraphe 2.5.2), référence de la chatégorie
d’assurance de qualité (voir-paragraphe 2.6) et, s'il y a lieu, séquence de sélection
(voir paragraphe 2.7).

3) Nom, initiales ou marque commerciale du fabricant et, s’il y a liey, code
d’identification de I'usine (voir paragraphe 2.5.3).

4) Code d'identification du lot de contréle (voir paragraphe 2.5.4).
5) Marque de conformité, sauf si un certificat de conformité est utilisé.
6) Reférence aux précautions spéciales de manipulation, s'il y a lieu.

$i, par manque d’espace, le marquage complet est impossible, la spécification [particu-
Iére doit donner les exigences minimales dans I'ordre de priorité ci-dessus.

N Sur I'emballage primaire

Les informations suivantes doivent étre données sur ’emballage primaire utilisé comme
protection initiale ou comme emballage pour Ia livraison:

1) toutes les informations mentionnées au point a) du paragraphe 2.5, a I'exception
du marquage des bornes;

2) laréférence de la spécification particuliére;

3) toute précaution spéciale relative & la manipulation, par exemple: étiquettes de
mise en garde.
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2.3  Units, symbols and te(minology

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, wherever possible, be
taken from the following publications:

- ISO Standard 1000;

- |EC Publication 27,

- |EC Publication 50;

- |EC Publication 617.

A _ANno—_0 hao an aVe oto al=

en from the relevant |IEC or IS

covered (by ] be tak

s listed above.

2.4 Preferred values of voltages, currents and temperatures

Preferred values of voltages, currents and temperatures for the measurement of charac-
teristics, [for tests and for operating conditions, are given in IEGC Publications 747-1
and 748-].

2.5  Magrking
a) On the device
Wher¢g space permits, the following information shall be marked on the device:

1) [ Index point for terminal identification (see subclause 2.5.1).

2) | Type designation (see subclause’2.5.2), categories of assessed quality (s¢e
subclause 2.6) and, where appropriate, screening sequence (see subclause 2.7).

3) | Manufacturer’'s name,-initial or trade mark and, where appropriate, factgry
identification code (see subclause 2.5.3).

4) | inspection lot identification code (see subclause 2.5.4).
5) | Mark of conformity, unless a certificate of conformity is used.
6) | Reference 1o special handling precautions, where appropriate.

Wherg space‘.does not permit full marking, the detail specification shall give the
minimpm requirement in the above order of precedence.

b) On the primary packaging

The following information shall appear on the primary packaging used as initial
protection or wrapping for delivery:

1) all the information listed in ltem a) of subclause 2.5, except the terminal
marking;

2) the detail specification reference;

3) any special handling precautions, for example caution labels.
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2.5.1 Identification des bornes (rétérence: Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI,
article 8)

Dans la spécification particuliére, les bornes doivent étre identifiées conformément au
dessin spécifié d’encombrement ou d’embase.

2.5.2 Désignation de type

Lorsque la désignation de type est indiquée sur le composant, il est préférable de la
donner en lettres et en chiffres, ou d’aprés un code de couleur lorsqu'il est spécifié dans
la spécification particuliére. Les codes de couleur peuvent étre donnés dans la spécifica-
tiogrinternvédiaire:

2.8.3 Nom ou marque commerciale du fabricant

Lofsque le nom ou la marque commerciale du fabricant ne permet pas d’identifier I'usine
du [fabricant, il faut également utiliser un code d’identification d'usine.

2.5.4 Code d’'identification du lot de contréle

Ce|code est donné dans la Norme ISO 8601: le numéro-dé‘la semaine est précgde des
delix derniers chiffres de 'année (par exemple: 9145 =-45e semaine de 1991). On peut,
quand I'espace est restreint, omettre le premier chiffre-de 'année (par exemple: 145 = 45e
serpaine de 1991), si la spécification particuliére prévoit le cas. Le code représente la date
a laquelle le lot a été présenté au contrdle. Lorsque plusieurs lots d’'un méme modéle sont
prdsentés au contrdle au cours de la méme semaine, un suffixe, par exemple ure lettre,
doit étre ajouté au code pour identifier chaque lot de contrdle.

2. Catégories d’assurance de qualite

doivent étre groupés dans un ot de contrble identifié et codé, et soumis aux esgais des
catégories spécifiées. Pour chaque catégorie, les NQA ou les NQT associés a up méme
grdupe de contrdle peuvent étre différents: ils doivent correspondre a ceux spécifiés dans
la gpécification particuliére.

La|présente spécification définit trois catégories d'assurance de qualité. Les diEpositifs

Leg exigences minimales des catégories sont:

Catégoried - Le type satisfait aux critéres d’homologation des catégories |l ou lli.
Chaque lot satisfait aux exigences de contréle du groupe A qui
comprend les essais fonctionnels. Tous les trois mois, un lot|satisfait
aux exigences de contrble relatives a la soudabilité. Chaqug année,
un lot satisfait aux exigences de contréle du groupe B et du groupe C.

Catégorie Il - Les lots satisfont aux exigences de contréle des groupes A et B
effectués lot par lot et & celles du groupe C effectué périodiquement.
Catégorie lli - Les lots sont soumis & une sélection a 100 % et satisfont aux

exigences de contrble des groupes A et B effectués lot par lot et a
celles du groupe C effectué périodiquement.

Les spécifications intermédiaires doivent définir les exigences minimales pour chaque ca-
tégorie. Une spécification particuliére peut contenir des exigences supplémentaires, y
compris une sélection, par rapport & celles données dans la spécification générique, la
spécification intermédiaire ou la spécification particuliére cadre.


https://iecnorm.com/api/?name=c61b5d68331338e0cdf7fe6102ab75d5

747-10© IEC -17-

2.5.1 Terminal identification (reference: IEC Publication 747-1, chapter VI, clause 8)

The terminals shall be identified in the detail specification by reference to the specified
outline or base drawing.

2.5.2 Type designation

When the type designation is marked on the component, it shall be given preferably in
letters and figures, or with a colour code when specified in the detail specification. Colour
codes may be given in the sectional specification.

2.5.8 Manufacturer’s name or trade mark

If the manufacturer's name or trade mark does not enable traceability to the manufacturing
factory, g factory identification code shall also be used.

2.5.4 Ipspection lot identification code

This is gjven in ISO Standard 8601 for the week, preceded by\the last two digits of the
year (example: 9145 = 45th week of 1991). When marking-space on the device |is
restricted, the first digit of the year may be omitted (example: 145 = 45th week of 1991)
when specified in the detail specification. It is the date that the lot was submitted for
inspection. When more than one lot of a type is submitted for inspection within the same
week, an|inspection lot identification suffix, such as-aletter, shall be used to identify eagh
successiye lot.

2.6 Cdtegories of assessed quality

ped in an identified and date-coded inspection lot, which is tested to the specified qual
categorigs. The AQLs or LTPDs-associated with the same inspection group may vary
each cat¢gory and shall be as specified in the detail specification.

ot
<

This spegification provides for three categories of assessed quality. The devices are ng-

The minifnum requirements of the categories are as follows:

Categpry |~ <In which the type meets the requirements of qualification approval to
categories Il or lll. Each lot meets the inspection requirements |of
Group A which includes functional tests. Every three months, one |ot
meets the inspection requirements for solderability. Annually, one {ot
meets Group B and Group C inspection requirements.

Category Il - In which the lot meets the inspection requirements of Group A and
Group B on a lot-by-lot basis and of Group C on a periodic basis.

Category lli - In which the lot is 100 % screened and meets the inspection require-
ments of Group A and Group B on a lot-by-lot basis and of Group C
on a periodic basis.

The sectional specifications shall define the minimum requirements for each category. A
detail specification may contain additional requirements, including screening, to those
given in the generic, sectional or blank detail specification.
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2.7 Sélection

La sélection est constituée par les controles et essais appliqués a tous les dispositifs d’'un
méme lot.

Lorsque la spécification particuliére le prescrit, tous les dispositifs du lot doivent étre sé-
lectionnés et soumis a une des séquences données dans le tableau correspondant de la
spécification intermédiaire; tous les dispositifs défectueux doivent étre rejetés. Les
dispositifs peuvent étre soumis a d’autres séquences non définies dans la présente
spécification seulement si les séquences définies ci-dessus ne sont pas associées a des
mécanismes de défaillance reconnus ou si elles sont en contradiction avec ces derniers.
Lofsqu'une partie de la procédure de sélection donnde dans le tableau correspondant de
la gpécification intermédiaire fait partie du processus normal de production et qu’elle est
effectuée dans I'ordre prescrit, il n'est pas nécessaire de répéter les essais. Dang la pré-
sente spécification, le terme rodage ("burn-in") désigne les contraintes thérmiques| et élec-
triques appliquées a tous les dispositifs d’un lot pendant une durée déterminée en vue de
ecter et de rejeter les dispositifs qui pourraient présenter des défauts précoces

2.8 Précautions de manipulation

Voir le chapitre IX de la Publication 747-1 de la CEl.

Des avertissements adéquats doivent figurer en cas-de produits nocifs (BeO par exemple).

3 | Procédures d’assurance de la qualité

3.5, suivie par le contrble de la conformité de la qualité effectué lot par lot (comprenant
une sélection s'il y a lieu) et périodiquement, de la fagon prescrite dans la spédification
particuliére.

L’assurance de la qualité comprend la procédure d’homologation définie au parzrgraphe

Leg essais d'assurance dela qualité sont divisés en essais des groupes A, B et C{ ceux-ci
sont effectués lot par lot ou périodiquement (comme il est indiqué au paragraphe 2.6).
Daps certains cas, on-peut spécifier des essais du groupe D réservés, par exgmple, &
I’hgmologation.

3.1| Aptitude-a 'homologation

Un|dispositif est apte & 'homologation lorsque les conditions énoncées dans les| Régles
de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, article 11, sont remplies.

3.1.1  Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est définie dans la spécification intermédiaire.

3.2 Informations confidentielles du point de vue commercial

Si une partie du processus de fabrication est confidentielle du point de vue commercial,
elle doit étre correctement identifiée, et le Contréleur doit démontrer, a la satisfaction de
'Organisme national de surveillance (ONS), que les exigences des Régles de procédure
de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 10.2.2, ont été respectées.
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2.7 Screening

A screening is an examination or test applied to all devices in a lot.

When required by the detail specification, all devices in the lot shall be screened by
submitting them to one of the sequences given in the relevant table of the sectional
specification and all defectives removed. Other sequences not specified herein are
applicable only in case the above sequences are not correlated or in contradiction with
recognized failure mechanisms. When a part of the screening process as given in the
relevant table of the sectional specification forms part of the manufacturing process in the
prescribeld sequence, these procedures need not be repeated. For the purpose of this
specification, burn-in is defined as thermal and electrical stress applied to all devices,in a
lot for a $pecified period of time for the purpose of detecting and removing potential early
failures.

2.8 Handling

See IEC Publication 747-1, chapter IX.

Adequatg warning shall be displayed in the case of harmful\products (e.g. BeO).

3 Qualjty assessment procedures

Quality assessment comprises the procedure-for obtaining qualification approval as
defined in subclause 3.5, followed by quality conformance inspection on a lot-by-lot basis
(including screening if required) and on"a periodic basis as qualified in the detail
specification.

The quality assessment tests are subdivided into Group A, B and C tests; these afe
performed lot by lot or periodically (as defined in subclause 2.6). In some cases, Group|D
tests may also be specified; for example, for qualification approval.

3.1  Eligibility for qualification approval

A type is|eligible for qualification approval when the Rules of Procedure of IEC Publication
QC 001002/ clause 11, is satisfied.

3.1.1  Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined in the sectional specification.

3.2 Commercially confidential information

If any part of the manufacturing process is commercially confidential, this shall be suitably
identified, and the Chief Inspector shall demonstrate to the satisfaction of the National
Supervising Inspectorate (NSI) that the requirements of the Rules of Procedure of IEC
Publication QC 001002, subclause 10.2.2, have been complied with.
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3.3  Formation des lots de contréle
Voir les Reégles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe 12.2.

3.4 Modeéles associables

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 8.5.3.

Des détails relatifs au groupement des modéles sont donnés dans la spécification
intermédiaire applicable.

3. Octroi de 'homologation

Vdjir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe [11.3.1.

Le| fabricant peut opter, & sa discrétion, pour 'une des méthodes a).ou b) des Regles de
procédure, paragraphe 11.3.1, en respectant les exigences de controle donnéeg dans la
spgcification intermédiaire. L'échantillon peut se composer de' modéles asgociables
appropriés. Dans certains cas, des essais de groupe D sont exigés pour {'homologation.

Toutes les mesures par variables prévues dans la spécification particuliére] comme
masures finales apres essais doivent étre enregistrées comme des données par variables.

Le| rapport d’homologation doit comprendre un résumé de tous les résultats des ¢ssais de
chpque groupe et sous-groupe, et préciser le.nombre de dispositifs essayés et l¢ nombre
de| dispositifs rejetés. Le résumé doit étre élaboré a partir de données par variabjes et/ou
par attributs.

Les fabricants doivent conserver toutes les données qu'ils doivent fournir, sur demande, a
PFQONS..

3.6 Contréle de la conformité de la qualité

Lel contrdle de la conformité de la qualité est effectué au moyen des contrdles ¢t essais
des groupes A, B, Cet D, conformément & la spécification.

Pqur les essais.des groupes B et C, les échantilions peuvent étre constitués de |modéles
-associables:

Les échantillons devant subir les essais périodiques doivent avoir été prélevés dans un ou
plt’[sieurs lots qui ont satisfait aux essais des groupes A et B. Les dispositifs inEividueIs

doivent avoir satisfait aux mesures du groupe A requises par la spécification particuliére.

3.6.1  Division en groupes et sous-groupes

La préparation des spécifications particuliéres doit suivre les lignes directives ci-dessous.

3.6.1.1 Contréles du groupe A (lot par lot)

Ce groupe prescrit les examens visuels et les mesures électriques 3 effectuer, lot par lot,
pour vérifier les principales propriétés d’un dispositif. Sauf spécification contraire, les
procédures d’associativité ne sont pas autorisées.
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3.3  Formation of inspection lots

See the Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subclause 12.2.

3.4  Structurally similar devices

See the Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subclause 8.5.3.

Details concerning grouping are given in the relevant sectional specification.

3.5 anting of qualification approval

See the|Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subciause 11.3.1.

Either npethod a) or b) of the Rules of Procedure, subclause 11.3.1, may,be used at the
manufagturer’'s option following inspection requirements given in,. 'the sectignal
specification. Samples may be composed of appropriate structurally-similar devices, In
some cgses, Group D tests are required for qualification approval.

All varigbles measurements called for as post test end-points ‘in the detail specification
shall be|recorded as variables data.

The quTification report shall inclyde a summary of all‘the test results for each group and
sub-groyip, including number of devices tested. .and number of devices failed. This
summary shall have been derived from variables and/or attributes data.

Manufagturers shall retain all data for provision to the NSI on demand.

3.6  Quality conformance inspection

Quality ponformance inspection shall consist of the examinations and tests of Groups| A,
B, C and D, as specified

For Groyip B and C.inspection, samples may be composed of structurally similar deviceg.

Samples for.periodic tests shall be drawn from one or more lots which shall have passged
Group A and B inspection. Individual devices shall have passed the Group A measure-
ments called for in the detail specification.

3.6.1  Division into groups and sub-groups

The following guidelines are to be used in the preparation of detail specifications.

3.6.1.1 Group A inspection (lot by lot)

This group prescribes the visual inspection and the electrical measurements to be made
on a lot-by-lot basis to assess the principal properties of a device. Unless otherwise
specified, structural similarity groupings are not permitted.
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Le groupe A se divise en sous-groupes appropriés comme suit:

Sous-groupe A1:
Sous-groupe A2:

Sous-groupes A3 et A4:

Ce sous-groupe comprend I'examen visuel externe
comme spécifié au paragraphe 4.2.1.1.

Ce sous-groupe comprend les mesures des caractéris-
tiques principales du dispositif.

Ces sous-groupes peuvent ne pas étre requis. lis
comprennent les mesures des caractéristiques
secondaires du dispositif. Les exigences pour chaque
catégorie de dispositifs sont données dans la spécification

3.6

Ce
tai

3.6

Ce
prg

1.2 Contréles du groupe B (lot par lot, sauf pour la catégorie 1
[voir paragraphe 2.6])

.1.83  Contréles du groupe C (périodiques)

intermédiaire—applicable.Le choix-entra las sous-groupes
A3 ou A4 pour des mesures données est régi ‘ayant tout
par lintérét qu'il y a a les effectuer pour Un-niveau de

qualité donné.

groupe prescrit les procédures a utiliser pour vérifier certaines propriétés con‘EIémen-
es du dispositif, et comprend les essais mécaniques, climatiques et d’enduranc
que pouvant habituellement s’effectuer en une semaine.

électri-

groupe prescrit les procédures & utiliser de fagon périodique pour vérifier gertaines
priétés complémentaires du dispositif, et comprend des mesures électriqyes, des

essais climatiques, mécaniques et d’endurance qu’il convient d’effectuer & des infervalles

de

3.6

.1.4  Divisions en sous-groupes du groupe B et du groupe C

trois mois (catégories Il et Ill) ou un:an (catégorie 1), ou dans les délais prescfits dans
la $pécification correspondante.

Popr faciliter la comparaison et pour permettre un passage facile du groupe B ay groupe

C,

gre
co

La

respondants.

division eSst-la suivante:

Sous=groupes B1/C1:

Sous-groupes B2b/C2b:

Sous-groupes B2¢/C2c:

Sous-groupes B3/C3:

et vice versa lorsque c’est nécessaire (voir paragraphe 3.6.3), les essais| de ces
upes ont été répartis en sous-groupes qui portent les mémes numéros pour les essais

Ces sous-groupes comprennent les mesures [vérifiant
I'interchangeabilité dimensionnelle des dispositifs.

= fiant les
propriétés électriques et optiques du dispositif dues & sa
conception. '

Ces sous-groupes comprennent les mesures complétant
la vérification de certaines caractéristiques électriques et
optiques du dispositif déja mesurées en groupe A, dans
des conditions diverses de tension, de courant, de
température ou des conditions optiques.

Ces sous-groupes comprennent la vérification des valeurs
limites du dispositif, s'il y a lieu.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier la robustesse mécanique des sorties du dispositif,
par exemple: couple, pliage des fils.
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Group A

inspection is divided into appropriate sub-groups as follows:

Sub-group A1: This sub-group comprises external visual examination as

specified in subclause 4.2.1.1.

Sub-group A2: This sub-group comprises measurements of primary

characteristics of the device.

Sub-groups A3 and A4: These sub-groups may not be required. They comprise

measurements of secondary characteristics of the device.
The correct requirements for each device category are
given in the relevant sectional specification. The choice

3.6.1.2

benMQQn_sub;gmups_AS_QLAﬂJameane.a.suLe.ms.nliis
essentially governed by the desirability of performingithem

at a given quality level.

Group B inspection (lot by lot, except for category | [see subclause 2.6])

This grojup prescribes the procedures to be used to assess certain additional propertieg of

the dev|
normally

3.6.1.3

This grd
addition
climatic

ce, and includes mechanical, climatic and electrical endurance tests that ¢an
be performed in one week.

Gtoup C inspection (periodic)

al properties of the devices, and includes electrical measurements, mechanigal,

up prescribes the procedures to be used on.a periodic basis to assess ceTin
and endurance tests appropriate for checking at intervals of either three months

(categoties I and Ill) or one year (category 1), or as specified in the relevant specificatign.

3.6.1.4

To enab

Division of Group B and Group C into sub-groups

le comparison and to facilitate change from Group B to Group C and vice vefsa

when necessary (see subclause 3.6.3), tests in these groups have been divided amagng

sub-gro

ips bearing the same number for corresponding tests.

The divi

Sub-

ion is asfollows:

groups-B1/C1: Comprise measurements that control dimensional infer-
changeability of the devices.

0 - -

properties of the devices of

at-assess-etec ptical
a design nature.

Sub-groups B2b/C2b: Comprise measurements that further assess some of the

electrical and optical characteristics of the device already
measured in Group A, by measurement under different
voltage, current, temperature or optical conditions.

Sub-groups B2¢/C2c: Comprise verification of ratings of the device, where

appropriate.

Sub-groups B3/C3: Comprise tests intended to assess mechanical robustness

of the terminations of the device, for example stud torque,
lead bending.
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Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & étre soudé.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & supporter des contraintes
climatiques, par exemple: variations de température,
étanchéité.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & supporter les contraintes
mécaniques, par exemple: accélération constante.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a

Sous-groupes B8/C8:

Sous-groupes B9/C9:

Sous-groupes B10/C10:

Sous-groupes B11/C11:

Sous-groupe RCLA:

Ce$ sous-groupes peuventne pas étre tous exigés.

3.6/1.5 Contréles.du groupe D

vérifier I'aptitude du dispositif a supporter Fhumidité de
longue durée.

Ces sous-groupes comprennent les essais degtinés a
vérifier les caractéristiques de défaillance du disppsitif au
cours d'essais d’endurance.

Ces sous-groupes comprennent-les essais degtinés a
vérifier les caractéristiques électriques et optiques du
dispositif dans des conditions de stockage aux
températures extrémes.

Ces sous-groupes comprennent les essais dejtinés a

vérifier le comportement du dispositif lors de variations de

pression atmosphérique.

Ce sous-groupe comprend les essais relatifs a la
permanence du marquage.

Ce sous-groupe indique un choix d'essais efou de
mesures effectués dans les sous-groupes précédepts dont
les résultats doivent figurer dans les Rapports certifiés de
lots acceptés (RCLA).

Ce| groupe prescrit les procédures a utiliser & des intervalles de 12 mois ou pour

’hgmologation seulement.

3.6{2 _-Exigences de contrble

Leg régles d’échantillonnage statistique décrites au paragraphe 3.7 doivent étre utilisées.

3.6.2.1 Critéres pour le rejet d’'un lot

Les lots qui ne satisfont pas aux exigences de contréle de la conformité de la qualité du
groupe A ou du groupe B ne sont pas acceptés. Lorsque, au cours d'un contrble, des
dispositifs ne satisfont pas aux exigences d'un essai d’'un sous-groupe susceptibles
d’entrainer le rejet du lot, on peut mettre fin au contrle et le lot est alors considéré
comme un lot rejeté en groupes A et B. Si un lot est retiré parce qu’il ne répond pas aux
exigences de controle et qu'il n'est pas de nouveau soumis au contrdle, il doit étre

considéré comme un lot rejeté.
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Sub-groups B4/C4:

Sub-groups B5/C5:

Sub-groups B6/C6:

Sub-groups B7/C7:

- 25~

Comprise tests intended to assess solderability of
device.

the

Comprise tests intended to assess the ability of the device

to withstand climatic stresses, for example change
temperature, sealing.

of

Comprise tests intended to assess the ability of the device

to withstand mechanical stresses, for example acce
ation, steady state.

ler-

Comprise tests intended to assess the ability of the device

Sub-groups B8/C8:

Sub-groups B9/C9:

Sub-groups B10/C10:

Sub-groups B11/C11:

Sub-group CRAL:

to withstand Tong-term humidity.

Comprise tests intended to assess failure characteris
of the device under endurance testing.

Comprise tests intended to assess electrical and opt
properties of the device under storage conditions
extremes of temperature.

Comprise tests intended to‘assess performance of
device during variations of air pressure.

Comprise tests on¢permanence of marking.

Lists a selection of tests and/or measurements done in
preceding ¢sub-groups, the results of which are to
presented in the Certified Record of Released L
(CRRL).

These gub-groups may not all be required.

3.6.1.5| Group D inspection

This group prescribes\the procedures to be carried out at intervals of 12 months or

qualification approval only.

3.6.2 |[Inspection requirements |

tics

cal
at

the

the
be
ots

for

The statistical sampling procedures described in subclause 3.7 shall be used.

3.6.2.1 Criteria for lot rejection

Lots failing to meet the quality conformance inspection of either Group A or Group B
inspection shall not be accepted. If during quality conformance inspection devices fail a
test in a sub-group that would result in the lot being rejected, the quality conformance
inspection can be terminated, and the lot shall be considered a rejected lot in Groups A
and B. If a lot is withdrawn in a state of failing to meet quality conformance requirements
and is not resubmitted, it shall be considered a rejected lot.
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3.6.2.2 Lots resoumis au contréle

Les lots non conformes, qui ont été corrigés lorsqu'il est techniquement possible de le
faire, et resoumis au contrble, ne doivent comprendre que des dispositifs qui faisaient
partie du lot original, et ne doivent étre resoumis qu’une seule fois pour chaque groupe de
contréle (groupes A et B). Les lots resoumis doivent étre gardés séparément des
nouveaux lots et clairement identifiés comme étant des lots resoumis. Les lots resoumis
doivent étre rééchantillonnés au hasard et soumis a un contréle renforcé pour tols les
sous-groupes dont les exigences n’avaient pas été respectées. Les lots resoumis pour
non-conformité aux exigences du groupe B doivent également subir les essais du
groupe A.

3..2.3 Procédure en cas de panne du matériel d’essai ou d’erreur de la part,d.
l'opérateur

Logsqu’il y a lieu de croire que les défauts résultent d’'une défectuosité du matérie] d'essai
ou|d'une erreur de I'opérateur, les défauts sont consignés dans le rapport d'essais qui se-
ra présenté & 'ONS accompagné d’une compléte description des raisons qui permettent
de|croire que les résultats d'essais ne sont pas valables (ces défauts peuvent glors ne
pasg figurer dans les RCLA avec I'agrément de PONS). Le.contréleur doit décider si des
dispositifs de remplacement provenant du méme lot de contrdle peuvent étre ajqutés au
prelévement. Les dispositifs de remplacement doivent subir les mémes essais qu’ont subi
les| dispositifs refusés avant I'échec, ainsi que tous les autres essais spécifiés guxquels
les|dispositifs refusés n’ont pas été soumis avant Féchec.

3.6.2.4  Procédure en cas d’échec aux essais périodiques

En|cas d’échec en groupe B, les résultats des essais correspondants du groupeg C (voir
paragraphe 3.6.1.4) ne sont pas valables.

En(cas d’échec aux essais périodiques, pour des raisons autres qu'une défectupsité du
majériel d’essai ou une erreur-de la part de l'opérateur:

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe 12.6,
avgc les modifications:suivantes:

paragraphe 12.6.1, point a): "suspendre I'acceptation dans le cadre du Systéme de
fous les composants associés."

paragraphe 12.6.4, point-a): "la procédure d’acceptation dans le cadre du $ystéme
fles lots de controle corrigés est reprise immédiatement aprés correction du dgfaut de
fabrication.”

- paragraphe 12.6.8: "lorsque T'homologation a été retirée, en application des
dispositions du paragraphe 12.6.7, elle peut étre rétablie par une procédure simplifiée
(comportant les essais prouvant qu'il a été remédié a la défaillance) fixée par 'ONS."
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3.6.2.2 Resubmitted lots

Failing lots, that have been reworked when technically possible and are resubmitted for
quality conformance inspection, shall contain only devices that were included in the
original lot and shall be resubmitted only once for each inspection group (Groups A
and B). Resubmitted lots shall be kept separate from new lots and shall be clearly
identified as resubmitted lots. Resubmitted lots shall be randomly resampled and
inspected for all failed sub-groups, using tightened inspection. Resubmission for a
Group B failure shall include inspection to Group A.

3.6.2.3 | Procedure in case of test equipment failure or operator error

if any dpvices are believed to have failed as a result of faulty test equipment or operator
error, the failures shall be entered in the test record (but may be excluded from the CRRL
by agregment with the NSI) and shall be submitted along with a complete explanation why
the failures are believed to be invalid to the NSI. The Chief Inspectorshall decide whether
replacement devices from the same inspection lot may be added to' the sample. Replace-
ment dgvices shall be subjected to the same tests to which thé discarded devices were
subjected prior to failure and to any remaining specified tests to which the discarded
devices|were not subjected prior to failure.

3.6.2.4 | Procedure in case of failure in periodic tests

When a|Group B failure occurs, the corresponding Group C tests (see subclause 3.6.1.4)
are invaflid.

In the gvent of failing periodic tests<inspection for causes other than faults or opergtor
error:

See Rurrs of Procedure of |EC Publication QC 001002, subclause 12.6, with the following
amendments:

- sbbclause 12.6.1/item a): "suspend further releases under the System of all compo-
nents within the structurally similar set."

- stibclause _12.6.4, item a): "the procedure for release under the System of corrected
‘lots ghallbe returned immediately after correcting the manufacturing fault."

- subclause 12.6.8: "If qualification approval has been withdrawn in accordance with
subclause 12.6.7 of the Rules of Procedure, it may be re-instated by a.simplified
procedure (which focuses on the tests of those features which caused the failure) at the
discretion of the NSL."
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3.6.3 Procédure supplémentaire pour le contréle réduit
3.6.3.1 Groupe B

it est possible d'utiliser une procédure spéciale de contréle réduit qui permet au fabricant
d’exécuter les essais appropriés du groupe B dans des conditions de contréle normal tous
les quatre lots avec un intervalie maximal de trois mois, au lieu de les effectuer lot par lot,
pour les essais de tous les sous-groupes du groupe B. Cette procédure spéciale
s'applique a chaque sous-groupe dans la mesure ou chaque sous-groupe satisfait aux
exigences prévues. Cette modification s’applique a condition que 10 lots successifs aient
subi avec succés les contréles du groupe B. Le retour aux essais de contréle normal du
ng B—doit—étre—effectué—lorsguun—éechantilon—na—pas—satisfait—ady oxi ces de
corftréle d’un sous-groupe dans le cas de la procédure de contrble réduit.

3.6/3.2 Groupe C

Lorgqu'une période de trois mois est spécifi€ée entre les essais périodiques, la |période
entte les essais peut étre prolongée jusqu’a six mois, pourvu que trois essais périodiques
corlsécutifs aient été effectués avec succés a intervalle de trois mois. Le retour a
I'infervalie normal de trois mois doit s’effectuer lorsqu’un échantilion n’a pas satigfait aux
exigences de contrble d’un sous-groupe dans la procédure permettant I'allongemegnt de la
pérjodicité des essais (voir aussi paragraphe 3.6.2.4).

3.6]14 Exigences d’échantillonnage pour les petits-lots

Lorgque la taille d’'un lot ne dépasse pas 200, on doit utiliser 'une des progédures
suiyantes en accord avec les exigences appropriées de I'annexe A. (Si le systeme NQA
.est| spécifié, le systéme NQT équivalent doit d’abord étre extrait du tableau A-Ill de
annexe A.)

p) Essais non destructifs

1) Contréle & 100 % des-dispositifs ou des circuits pour chaque essai réputé non
destructif.

Ou:

2) Tout plan d'échantillonnage simple NQT approprié, provenant du tableay A-ll de
Fannexe A.

Ou:
3) Taut plan d'échantillonnage double NQT approprié.

) ~Essais destructifs
! i i i A-li de

I'annexe A.
Ou:
2) Tout plan d'échantillonnage double NQT approprié.

3.6.5 Rapports certifiés de lots acceptés (RCLA)

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de ia CEl, article 14.
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3.6.3

Supplementary procedure for reduced inspection

3.6.3.1 Group B

A special reduced inspection procedure may be used which allows the manufacturer to
carry out the appropriate Group B tests at normal inspection on every fourth lot with a
maximum interval of three months instead of on a lot-by-lot basis for the tests in all
sub-groups of Group B inspection. This special procedure applies to each sub-group as
and when each sub-group meets the required conditions. The condition for this change
shall be that 10 successive lots have passed Group B inspection. Reversion to normal
inspection in Group B shall be made when a sample has failed to meet a sub-group

inspection under the reduced inspection procedure

3.6.3.2 | Group C

When

g three-month interval is specified for periodic tests, the test/period may

extendefd to six months provided that three successive periodic tests have been passeq
three-mpnth intervals. Reversion to the normal three-month interval shall be made whe

sample

(see alsp subclause 3.6.2.4).

3.6.4

Sampling requirements for small lots

Where a lot size is 200 or less, the following procedures, complying with the appropri
requirements of Appendix A, shall be used. (Where the AQL system is specified, the e
valent LITPD shall first be selected from Table ‘A-llI of Appendix A.)

a)

b)

3.6.5

Non-destructive testing

1) 100 % of the devices or(circuits shall be inspected for any test indicated
npn-destructive.

Or:

2) Any appropriate" LTPD single sampling plan selected from Table A-ll
Appendix A.

Qr:
3) Any appropriate LTPD double sampling plan.
Destructive testing

be
at
ha

has failed to meet a sub-group inspection under the extended interval procedure

jate

jui-

as

of

1) Any appropriate LTPD single sampling plan selected from Table A-ll
Appendix A.

Or:
2) Any appropriate LTPD double sampling plan.

Certified Records of Released Lots (CRRL)

See Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, Clause 14.

of
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3.6.6 Livraison des dispositifs soumis a des essais destructifs ou non destructifs

Les essais sont indiqués dans les spécifications particuliéres cadre comme étant destruc-
tifs (D) ou non destructifs (ND). Les dispositifs soumis & des essais destructifs ne doivent
pas faire partie du lot de livraison. Les dispositifs soumis & des essais d’environnement
non destructifs peuvent étre livrés, & condition d’avoir subi & nouveau les essais du
groupe A et d'y satisfaire.

3.6.7 Livraisons différées

Les fabricants peuvent, & leur discrétion, livrer des dispositifs-conformes & uh niveau
d'gssurance plus sévére pour répondre a des commandes ™ concernant un niveau
d’'assurance moins sévére.

3. Reégles d’échantillonnage statistique

Pdur les contrdles du groupe A, on doit utiliser spitJes régles d’échantillonnage NQA (dé-
crifes dans la Publication 410 de la CEl et dans la Norme ISO 2859), soit lgs régles
d’échantillonnage NQT (décrites dans Pannexe A). La spécification particuliére doit
spgcifier la procédure a utiliser; les valeurside NQA (et des niveaux de contrdle) (et celles
de|NQT sont données dans les spécifications intermédiaires.

Paur les contrdles des autres groupes, on doit utiliser les régles d’échantillonnage NQT.

Tous les essais d'un sous-grotipe ou d’une partie d’'un sous-groupe doivent corréspondre
a yn seul NQA (et un seul'nijveau de contréle) ou a un seul NQT.

3.1.1  Plans d’échantillonnage NQA (niveau de qualité acceptable)

Il |existe trois «types de plans d'échantillonnage différents: échantillonnage| simple,
éechantillonnage double et échantillonnage multiple. Lorsque plusieurs types de plans sont
digponibles pour un NQA et une lettre code donnés, le choix est libre. (Voir Publication
- 41D de la CEl, paragraphe 3.5.)

Voir annexe A.

3.7.3  Corrélation entre les plans d’échantillonnage NQA et NQT

Afin d’avoir une corrélation acceptable entre les plans d’échantillonnage NQA et NQT, la
valeur maximale du critére d’acceptation, pour le groupe A, ne doit pas dépasser 4 (voir
annexe A, tableau A-1l1).
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Delivery of devices subjected to destructive or non-destructive tests

Tests considered as destructive are marked (D) in the blank detail specifications. Devices
subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Devices
subjected to non-destructive environmental tests may be delivered provided they are

reteste

3.6.7

d to Group A requirements and satisfy them.

Delayed deliveries

Before delivery of lots in store for more than two years, the lots or the quantities to be

delivered shall undergo the specified Group A inspection and the Group B solderability

tests. Pnce this has been done for the complete lot, no further retesting is requireg

anothe

3.6.8

- two years.

Supplementary procedure for deliveries

Manufacturers may, at their discretion, supply devices that have met a more se

assess

ment level against orders for a less severe assessment level;

3.7  $tatistical sampling procedures

For Grpup A inspection, either the AQL sampling procedure (described in IEC Publica

410 a
shall b
both A
tions.

| for

vere

ition

used. The detail specification shall specify which of the procedures is to be u
QL (and inspection levels) and LTPD values are given in the sectional speci

For other group inspection, the LTPD procedure shall be used.

All the

tests in one sub-group or section of a sub-group shall be collectively assessed

single AQL (and inspection level)or LTPD.

3.7.1

There
of plan

AQL (Acceptable-quality level) sampling plans

bre three types.of sampling plans: single, double and multiple. When several ty
B are available for a given AQL and code letter, any of them may be used. (See

Publicgtion 410;-subclause 3.5.)

3.7.2

ISO Standard 2859) or the LTPD sampling procedure (described in AppendiF A)

ed;
ica-

to a

/pes
IEC

Lot tolerance per cent defective (LTPD) sampling plans

See Appendix A.

3.7.3

Correlation between AQL and LTPD sampling plans

To ensure acceptable correlation between AQL and LTPD sampling plans, the maximum
acceptance number for Group A inspection should not be greater than 4 (see Appendix A,
Table A-111).
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3.8 Essais d’endurance avec NQT spécifié

Lorsque le NQT est spécifié, la procédure d’acceptation doit étre conforme a celle de
Pannexe A, article A2. S’il se produit une défaillance, on peut utiliser les procédures de
I'article A3 ou de I'article A4 de I'annexe A.

S'il se produit une défaillance du lot final, on applique la procédure du paragraphe 3.6.2.4.

3.9 Essais d’endurance avéc taux de défaillance spécifié

Le taux de défaillance est défini comme étant le NQT exprimé en pourcentage par mille
hegres:

OTE - Le taux de défaillance maximal autorisé pendant l'essai d’'endurance ne doit pas servif pour une
rédiction de ta fiabilité dans des conditions normales de fonctionnement. Les contraintes sur les
ispositifs, dans des conditions normales de fonctionnement, sont en général trés.inférieures & celles
mposées pendant les essais d’endurance (ol il y a alors accélération des mécanismes de défaillance). De
lus, le taux de défaillances précoces des dispositifs (par exemple pendant les.premiers milliers d’heures
o fonctionnement) est en général plus élevé que celui constaté par la suite,

3.9.1 Généralités

Les essais d’endurance doivent étre effectués conformément aux procédures cittes. Les
esgais d'endurance a contraintes égales ou inférieurés aux valeurs limites des digpositifs
sont considérés comme non destructifs.

3.9.2 Constitution des échantillons

de|contrble (voir annexe A). La taille .de I'échantillon destiné & un essai de 1 000 h est

Leg échantillons destinés aux essais d’endurance doivent étre pris au hasard dzﬁs le lot
ifié) ou

chaisie par le fabricant a partir du tableau A-1 (colonne du taux de défaillance sp
du [tableau A-ll {colonne de la taille N du lot) (annexe A).

Le [critére d’acceptation est celui qui correspond a la taille choisie.

3.9.3 Défauts

Tolit dispositifidont une ou plusieurs caractéristiques sort des limites spécifiées pour les
esgais d'endirance, a I'une quelconque des mesures intermédiaires ou finales spgcifiées,
doit étre_comptabilisé comme un défaut et considéré comme tel pour les mesures
intermédiaires et finales suivantes. Si I'échantillon est défectueux, le fabricant est|libre de
mettrefin aux essais.

3.9.4 Durée des essais d’endurance et taille de I'échantillon

Lorsque le taux de défaillance est spécifié, la durée de I'essai d’endurance est de 1 000 h
en premier lieu. Quand un échantillon a subi avec succés 'essai de 1 000 h, des essais
d’endurance d’'une durée minimale de 340 h pour de nouveaux échantillons peuvent étre
effectués, pourvu que ces échantillons soient présentés dans les 120 jours suivant I'essai
de 1 000 h. Les spécifications particuliéres peuvent préciser une durée maximale de
2 000 h. La taille de I'échantillon pour un essai d’endurance d’une durée autre que 1 000 h
est inversement proportionnelle & la durée de I'essai, de sorte que le produit des heures
d’essai par le nombre de composants soit égal a la taille de I'échantillon qui aurait été
choisi pour I'essai de 1 000 h. Le critére d’acceptation est également déterminé a partir de
la taille d’'un échantillon qui aurait été soumis & un essai d’'une durée de 1 000 h.
L’échantillon est accepté si le nombre de défauts & la fin de I'essai ne dépasse pas celui
du critére d’acceptation.
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3.8 Endurance tests where LTPD is specified

Where LTPD is specified, the acceptance procedure shall be in accordance with Appen-
dix A, clause A2. In the event of failure, the procedures of clause A3 or clause A4 of
Appendix A may be used.

In the event of a final lot failure, the procedure of subclause 3.6.2.4 shall apply.

3.9 Endurance tests where the failure rate is specified

Failure rate as used herein is defined as LTPD expressed in per cent per thousand hours.

NOTE|- The maximum permitted failure rate during the endurance testing should not be used|for
predicfions of reliability under normal operating conditions. The stresses on the devices, under norfnal
operat{ng conditions, are normally much lower than those imposed during the endurance tests (where the
accelofation effect occurs). In addition, the failure rate of devices in early life (e.g. during the first thousand
hours ¢f operation) tends to be higher than in later life. h

3.9.1 |General

Enduranice tests shall be conducted in accordance with the procedures mentioned.
Endurance tests performed on devices at, or within, theirimaximum ratings shall be con-
sidered pon-destructive.

3.8.2 [Selection of samples

Sampleg for endurance tests shall be selected at random from the inspection lot (Jee
Appendik A). The sample size for a 1 000 h;test shall be chosen by the manufacturer from
Table A4l or A-ll (Appendix A) from the column under the specified failure rate (Table A-1)
or the agtual lot size (Table A-Il).

The acgeptance number shall-be the one associated with the particular sample sjze
chosen.

3.9.3 [|Failures

A device which fails;one or more of the end-point limits specified for endurance tests| at
any spegified reading interval shall be considered a failure and be considered as such at
any suqsequent reading interval. If the sample fails, the test may be terminated at the

discr.eti n of\the manufacturer.

3.9.4 Endurance test time and sample size

Whenever the failure rate is specified, the endurance test time shall be 1 000 h initially.
Once a sample has passed the 1 000 h test, endurance tests with a minimum duration of
340 h may be initiated for new samples provided that 120 days have not elapsed since a
1 000 h endurance test. A detail specification may allow a maximum of 2 000 h. The
sample size for an endurance test time other than 1 000 h shall be chosen according to
the relationship of inverse proportionality between test time and sample size, such that the
total unit test hours accumulated (sample size x test hours) is equal to the amount that
would have been chosen for the 1 000 h endurance test. The acceptance number shall
also be determined from the sample size associated with the same 1 000 h test. The
sample shall be accepted if the number of failures at the end of the test period does not
exceed the acceptance number.
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3.9.5  Procédure a suivre lorsque le nombre de défauts constatés est supérieur au
critére d’acceptation

Lorsque le nombre de défauts constatés pour un essai d’endurance est supérieur au
critére d’acceptation, le fabricant doit choisir 'une des possibilités suivantes:

1) retirer 'ensemble du lot;

2) ajouter des dispositifs & I'échantillon, en respectant les exigences mentionnées au
paragraphe 3.9.5.1;

3) prolonger la durée de I'essai jusqu’a 1 000 h, en respectant les exigences mention-
nées au paragraphe 3.9.5.2, lorsque la durée d’essai initialement choisie était
nférieure 4 1 000 h.

Apriés avoir choisi I'une des possibilités précédentes, on applique la 'procédure du
parpgraphe 3.6.2.4.

3.9|156.1  Dispositifs supplémentaires

loty représentés. Lorsqu’un tel choix est fait, le fabricant doit choisir une nouveile taille
‘totale (somme des premiers dispositifs et des supplémentaires) & partir du tableau A-l
(cojonne du taux de défaillance spécifi¢) ou du tableau ‘A-1l (colonne de Ia taille N du lot)
(anpexe A). Il faut prélever dans le lot suffisamment.de nouveaux dispositifs pouf que la
taille totale de I'échantillon soit égale a la nouvellétaille totale choisie. Le nouveau critére
et les

Il nfest permis d’ajouter des dispositifs a I'échantillon qu’une._seule fois pour cha£un des
i
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3.9.5

Procedure to be used if the number of observed failures exceeds the accepta
number

nce

In the event that the number of failures observed in endurance tests exceeds the
acceptance number, the manufacturer shall choose one of the following options:

1) withdraw the entire lot;

2) add additional samples in accordance with subclause 3.9.5.1;

3) extend the test time to 1 000 h in accordance with subclause 3.9.5.2, if a test time

less

After a
apply.

3.9.5.1

than 1 000 h was originally chosen.

pplying one of the preceding options, the procedure of subclause 3.6.2:4 s

Additional samples

hall

This opftion shall be used only once for each submission. When this’ option is chosen, a

new tot

A-l or A-ll (Appendix A) from the column under the specified failure rate (Table A-l) or

actual |

to the newly chosen total sample size shall be selected from the lot. The new accepta
number| shall be the one associated with the new total sample size chosen. The ad

sample
initial s|
exceed

shall be subjected to the same endurance test conditions and time period as
ample. If the total observed number of defectives (initial plus added) does
the acceptance number for the total,sample, the lot shall be accepted; if

observgd number of defectives exceeds the new acceptance number, the lot shall

rejected.

3.9.5.2

if an e
failures
may, i

Extension of endurance test period

bt size (Table A-1l). A quantity of additional units sufficient to increase the saanle

hdurance test time period less than 1 000 h is being used and the number
observed.in the initial sample exceeds the acceptance number, the manufactyrer

al sample size (initial plus added) shall be chosen by the manufacturer from Tgble

the

ce
Hed
the
not
the
be

of

tead of adding additional samples, choose to extend the test time of the ertire

initial spmple to 1 000-h.and determine a new acceptance number from Table A-l or
(AppendixA). The new acceptance number shall be that associated with the largest

sampli
test. A
at the

device which is a failure at the initial reading interval shall be considered as s
1 000:h reading interval; if the observed number of defectives exceeds

acceptgnee number, the lot shall not be accepted.

A-H

g size in the specified column which is less than or equal to the sample sizg on

ch
this
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3.10 Procédures d’'essais accélérés

Les procédures d’'essais accélérés peuvent, quand elles sont permises, étre utilisées pour
obtenir un résultat d’essai en un temps plus court que celui qui serait nécessaire pour un
essal non accéléré et doivent fournir la méme Assurance de Qualité. La spécification
particuliére doit indiquer si I'essai accéléré est considéré comme destructif.

Cette possibilité existe:

a) Pour 'homologation et I'assurance de la qualité

- _les essais périodiques (essais des groupes C et D) qui font partie des exigences
contractuelles de cette spécification générique (et de la spécification intermédiaire
correspondante) peuvent étre effectués en utilisant les procédures d’essais
données dans ce paragraphe (ou dans un paragraphe équivalent de la.spécjfication
intermédiaire chaque fois que les conditions du paragraphe 3.10.1'sont plejnement
satisfaites.

p) Pour la sélection de produits finis

- les procédures pour les essais accélérés peuvent étre utilisées lorsqu’elles sont
permises par la spécification intermédiaire et la présente spécification générjque.

3.10.1  Exigences pour les essais périodiques

Un [fabricant peut utiliser une procédure pour les\essais accélérés en accord javec le
paragraphe 3.10 a) si les conditions suivantes sont'remplies:

L’ONS doit étre informé des essais que le fabricant désire effectuer en utilisant une
rocédure pour les essais accélérés et.de toutes les modifications apportées|a cette
rocédure.

Les rapports certifiés de lots acceptés (RCLA) doivent faire la mention de
[utilisation de procédures accélérées.

Le fabricant doit, & la. demande du client, fournir des détails sur la procédtJ‘re pour
lles essais accélérés. Cette obligation s’applique aussi dans le cas de clients achetant a
n distributeur agréé.

3.10.2 Procédure pour les essais d’endurance électrique accélérés par augmentation
de température

L'a¢céleration.est obtenue par une augmentation de température et ne doit étre |utilisée
qu¢ lorsqueie taux de défaillance attendu évolue suivant une valeur d’énergie d’agtivation
constante sur la gamme de températures virtuelles de jonction, obtenues lors d'un essai
non accéléré et d’'un essai accéléré. T

Lorsque ces conditions sont remplies, la procédure pour les essais accélé